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EN 61747-5:1998

Foreword

The text of document 47C/203/FDIS, future edition 1 of IEC 61747-5, prepared by SC 47C,
Optoelectronic, display and imaging devices, of IEC TC 47, Semiconductor devices, was
submitted to the IEC-CENELEC parallel vote and was approved by CENELEC as EN 61747-5
on 1998-08-01.

The following dates were fixed:

- latest date by which the EN has to be implemented
at national level by publication of an identical
national standard or by endorsement (dop) 1999-05-01

- latest date by which the national standards conflicting
with the EN have to be withdrawn ({dow) 2001-05-01

Annexes designated "normative™ are part of the body of the standard.
Annexes designated "informative" are given for information only.

In this standard, annex ZA is normative and annex A is informative.
Annex ZA has been added by CENELEC.

Endorsement notice

The text of the International Standard IEC 61747-5:1998 was approved by CENELEC as a
European Standard without any modification.
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EN 61747-5:1998

Normative references to international publications
with their corresponding European publications

This European Standard incorporates by dated or undated reference, provisions from other
publications. These normative references are cited at the appropriate places in the text and
the publications are listed hereafter. For dated references, subsequent amendments to or
revisions of any of these publications apply to this European Standard only when incorporated
in it by amendment or revision. For undated references the latest edition of the publication
referred to applies (including amendments).

NOTE: When an international publication has been modified by common modifications, indicated by {mod), the

relevant EN/HD applies.

Publication Year

Title

IEC 60068-1 1988

IEC 60068-2-1 1990
IEC 60068-2-2 1974

IEC 60068-2-3 1969
IEC 60068-2-6 1975

IEC 60068-2-6 1995
+ corr. March 1995

|E;(i068-2-7 1983
|Ecé}s-2-1 3 1983

IEC 60&&2-14 1984

IEC 60068-2 1979

IEC 60068-2-21%3

2

Environmental testing
Part 1: General and guidance

Part 2: Tests - Tests A: Cold
Part 2: Tests - Test B: Dry heat

Part 2: Tests - Test Ca: Damp heat, steady
state

Part 2: Tests - Test Sa: Simulated solar
radiation at ground level

Part 2: Tests - Test Fc: Vibration
(sinusoidal)

Part 2: Tests - Test Ga and guidance:
Acceleration, steady state

Part 2: Tests - Test M: Low air pressure

Part 2: Tests - Test N: Change of
temperature

Part 2: Tests - Test T: Soldering

Part 2: Tests - Test U: Robustness of
terminations and integral mounting devices

1) EN 60068-1 includes the COQ um October 1988 and A1:1992 to IEC 60068-1.

2) EN 60068-2-2 includes su

pplément, A:1976 to IEC 60068-2-2.
3) HD 323.2.3 S2 includes A1 :19®EC 60068-2-3.
6

4) EN 60068-2-7 includes A1:198

5) HD 323.2.14 S2 includes
6) HD 323.2.20 S3 includes

7) EN 60068-2-21 includes the corrigendurpl

EC 60068-2-7.
A1:1986 t@b 60068-2-14.
A2:1987 to IEC 60068-2-20.

o

.

EN/HD

EN 60068-1"

EN 60068-2-1
EN 60068-2-22

HD 323.2.3 s2¥

HD 323.2.5 S1

EN 60068-2-6

EN 60068-2-7%

HD 323.2.13 S1

HD 323.2.14 $2%

HD 323.2.20 $3°

EN 60068-2-21"

ember 1991 and A1:1985 to IEC 60068-2-21.

Year

1994

1993
1993

1987

1988

1995

1993

1987

1987

1988

1997
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Publication
IEC 60068-2-27

IEC 60068-2-30

IEC 60068-2-38

IEC 60068-2-45

IEC 60747-1
A1
A2
A3
IEC 60747-5
A1
A2

IEC 60748-1

IEC 60749

IEC 61747

1987

1980

1974

1980

1983
1991
1993
1996
1984
1994
1995

1984

1996

series

Title
Part 2: Tests - Test Ea and guidance: Shock

Part 2: Tests - Test Db and guidance: Damp
heat, cyclic {12 + 12 hour cycle)

Part 2: Tests - Test Z/AD: Composite
temperature/humidity cyclic test

Part 2: Tests - Test Xa and guidance:
Immersion in cleaning solvents

Semiconductor devices - Discrete devices
Part 1: General

Part 5: Optoelectronic devices

Semiconductors devices - Integrated circuits
Part 1: General

Semiconductor devices - Mechanical and
climatic test methods

Liquid crystal and solid-state display devices

8} HD 323.2.30 S3 includes A1:1985 to IE@-Z-SO.

QL/ ‘
S,

EN/HD

EN 60068-2-27

HD 323.2.30 S3%

HD 323.2.38 S1

EN 60068-2-45

<
]
Q
)

1993

1988

1988

1992
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Numéros des publications
Depui§ le ler janvier 1997, les publications de la CEl
son érotées a partir de 60000.

Pubé’ ts consolidées

Les vers@consolidées de certaines publications de
la CEl incorporant les amendements sont disponibles.
Par exemple*uméros d’édition 1.0, 1.1 et 1.2
indiquent respeClimement la publication de base, la

publication de @
la publication de B3as
et 2.

incorporant I'amendement 1, et
incorporant les amendements 1

Validité de la prése blication

Le contenu technique des tions de la CEIl est

constamment revu par la CElINafin qu'il reflete I'état

actuel de la technique. é

Des renseignements relatifs gdate de re-
ispo

confirmation de la publication sont 'yioles dans le

Catalogue de la CEI.
Les renseignements relatifs a des quest a I'étude et

des travaux en cours entrepris par le comité technique
qui a établi cette publication, ainsi que iste des

publications établies, se trouvent dans les doc@iments ci-
dessous:

* «Site web» de la CEI* A

» Catalogue des publications de la CEI

(Catalogue en ligne)*

Publié annuellement et mis a jour réguliéreme@!
s :

* Bulletin de la CEI
Disponible a la fois au «site web» de la CEI*
et comme périodique imprimé

Terminologie, symboles graphiques
et littéraux

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur

se reportera a la CEl 60050: Vocabulaire Electro-
technique International (VEI).

Pour les symboles graphiques, les symboles littéraux
et les signes d'usage général approuvés par la CEl, le
lecteur consultera la CEl 60027: Symboles littéraux a
utiliser en électrotechnique, la CEIl 60417: Symboles
graphiques utilisables sur le matériel. Index, relevé et
compilation des feuilles individuelles, et la CEl 60617:
Symboles graphiques pour schémas.

* Voir adresse «site web» sur la page de titre.

Numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are
issued with a designation in the 60000 series.

Consolidated publications

Consolidated versions of some IEC publications
including amendments are available. For example,
edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to
the base publication, the base publication incor-
porating amendment 1 and the base publication
incorporating amendments 1 and 2.

Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the
content reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation of
the publication is available in the IEC catalogue.

Information on the subjects under consideration and
work in progress undertaken by the technical
committee which has prepared this publication, as well
as the list of publications issued, is to be found at the
following IEC sources:

¢ |EC web site*

« Catalogue of IEC publications
Published yearly with regular updates
(On-line catalogue)*

IEC Bulletin

as a printed periodical

Termi gy, graphical and letter
sym

For gene@

minology, readers are referred to
IEC 60050: ‘Intgfnational Electrotechnical Vocabulary

®E Available both at the IEC web site* and

referred to publicati 60027: Letter symbols to
be used in electrical logy, |IEC 60417: Graphical

symbols for use on ent. Index, survey and
compilation of the sin ets and IEC 60617:
Graphical symbols for diagr

* See web site address on title WL

(IEV).
For graphical s and letter symbols and signs
approved by the %general use, readers are
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

ET A SEMICONDUCTEURS —
Parn@ Méthodes d’essais d’environnement, d'endurance et mécaniques

04

o AVANT-PROPOS

1) La CEl (Comm@

de I'ensemble des(c
favoriser la coop
I'électricité et de I'éle

)6 DISPOSITIFS D'AFFICHAGE A CRISTAUX LIQUIDES
.

lectrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée
ités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEIl). La CEl a pour objet de
i internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de
ique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes internationales.

Leur élaboration est confi€e a des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le
sujet traité peut participef\Lgs organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en
liaison avec la CEI, paru t également aux travaux. La CEIl collabore étroitement avec I'Organisation

Internationale de Normalisa n}), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.

2) Les décisions ou accords offici de I:a CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure
du possible un accord internatlor?ur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés
sont représentés dans chaque coité

métudes.
3) Les documents produits se prése t sous la forme de recommandations internationales. lls sont publiés
comme normes, rapports techniques ou@es et agréés comme tels par les Comités nationaux.

4) Dans le but d'encourager l'unification int&fhationale, les Comités nationaux de la CEIl s'engagent a appliquer de
facon transparente, dans toute la mesure ible, les Normes internationales de la CEl dans leurs normes
nationales et régionales. Toute diverge re la norme de la CEl et la norme nationale ou régionale
correspondante doit étre indiquée en termes cﬂans cette derniére.

5) La CEIl n’a fixé aucune procédure concernant le @uage comme indication d’approbation et sa responsabilité
n'est pas engagée quand un matériel est déclaré c®nférme a I'une de ses normes.

.
6) L'attention est attirée sur le fait que certains des éle ts de la présente Norme internationale peuvent faire

I'objet de droits de propriété intellectuelle ou de *d analogues. La CEl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de p Spé et de ne pas avoir signalé leur existence.
La Norme internationale CEl 61747-5 a été éta par le sous-comité 47C: Dispositifs

optoélectroniques, d'affichage et d’'imagerie, du comitégsdlétudes 47 de la CEIl: Dispositifs a
semiconducteurs.

Le texte de cette norme est issu d'une partie des amende@s 1 et 2 de la CEI 60747-5 et
des documents suivants: ®

FDIS Rapport de vot
47C/203/FDIS 47C/211/RVD

[
Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute infor@ion sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

L'annexe A est donnée uniquement a titre d'information. 6

0
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

A

1)

2)

3)

4)

5)

6)

.

6 LIQUID CRYSTAL AND SOLID-STATE DISPLAY DEVICES -
/Cg'swt 5: Environmental, endurance and mechanical test methods

O FOREWORD

The IEC (Inter | Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising
all national electfoteghnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote

international co-op 6 on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To
this end and in additi o0 other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is

entrusted to technica mittees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may
participate in this prep work. International, governmental and non-governmental organizations liaising
with the IEC also particip his preparation. The IEC collaborates closely with the International Organization
for Standardization (ISO)#fin Jaccordance with conditions determined by agreement between the two
organizations.

The formal decisions or agre my‘of the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an

international consensus of opiniorfo e relevant subjects since each technical committee has representation
from all interested National Commi .

The documents produced have the for ecommendations for international use and are published in the form
of standards, technical reports or guide they are accepted by the National Committees in that sense.

In order to promote international unificatio C National Committees undertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximug nt possible in their national and regional standards. Any

divergence between the IEC Standard and the#corresponding national or regional standard shall be clearly

indicated in the latter. Q
The IEC provides no marking procedure to indi ﬁs approval and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be in conformity with one of i

e/eards.
Attention is drawn to the possibility that some of the ts of this International Standard may be the subject
of patent rights. The IEC shall not be held responsible f tifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 61747-5 has been prepa y subcommittee 47C: Optoelectronic,
display and imaging devices, of IEC technical committw Semiconductor devices.

The text of this standard is based on a part of amendme@l and 2 to IEC 60747-5 and the

following documents: o

FDIS Report on voa'h'%
47C/203/FDIS 47C/211/RVD
Full information on the voting for the approval of this standard can b in the report on

voting indicated in the above table.

Annex A is for information only. 6:

0
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DISPOSITIFS D’AFFICHAGE A CRISTAUX LIQUIDES

92\ ET A SEMICONDUCTEURS -
8 : Méthodes d’essais d’environnement, d'endurance et mécaniques
.

1 G@alités

1.1 Dom@j’application objet

La présente ieyde la CEIl 61747 répertorie les méthodes d’'essai applicables aux dispositifs
a o ;:x liguides. Elle a pris en compte, dans la mesure du possible, les

d’affichage a
méthodes d’essai vironnement de la CEIl 60068.

Elle comprend en out@pection visuelle des cellules et des modules d'affichage a cristaux liquides.

NOTE 1 — Cette norme est é@ séparément de la CEI 60749, puisque la technologie des dispositifs d’'affichage a
cristaux liquides est complétem ﬁrente de celle des dispositifs & semiconducteurs en ce qui concerne
s

— leurs formes et dimension

leurs matériaux et dimension;( ¢
— leur fonction; 0

— les méthodes de mesure;

— les principes d’opération. @

NOTE 2 — Les dispositifs incluent les cellules e odules.

L'objet de la présente norme est d’élﬁga des méthodes d’essai uniformes privilégiées
indiquant des valeurs préférentielles pour | iveaux de contraintes, permettant d’estimer les
propriétés environnementales des dispositifs d/affichage a cristaux liquides.

En cas de contradiction entre la présente norme/®1e spécification particuliére, cette derniére
doit prévaloir.

1.2 Références normatives
Les documents normatifs suivants contiennent des di%ns qui, par suite de la référence
qui y est faite, constituent des dispositions valables pour osente partie de la CEl 61747.
Au moment de la publication, les éditions indiquées étaient én ueur. Tout document normatif
est sujet a révision et les parties prenantes aux accords fon sur la présente partie de la
CEI 61747 sont invitées a rechercher la possibilité d’applique aditions les plus récentes

des documents normatifs indiqués ci-aprés. Les membres de la t de I'lSO possedent le
registre des Normes internationales en vigueur. /
CEI 60068, Essais d’environnement @

CEI 60068-1:1988, Essais d’environnement — Partie 1: Généralités et guid;
CEIl 60068-2-1:1990, Essais d’environnement — Partie 2: Essais — Essais A: Froiz
CEIl 60068-2-2:1974, Essais d’environnement — Partie 2: Essais — Essais B: Chale cohe

CEI 60068-2-3:1969, Essais d’environnement — Partie 2: Essais — Essai Ca: Essai cohtipi# de
chaleur humide

CEIl 60068-2-5:1975, Essais d’environnement — Partie 2: Essais — Essai Sa: Rayonnement
solaire artificiel au niveau du sol
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LIQUID CRYSTAL AND SOLID-STATE DISPLAY DEVICES -
)\Part 5: Environmental, endurance and mechanical test methods

2,
1 G@al
1.1 Sco d object

This part of 747 lists test methods applicable to liquid crystal display devices. It takes
into account, wRereyer possible, the environmental test methods outlined in IEC 60068.

It also includes vistuat iRspection for both liquid crystal display cells and modules.
NOTE 1 - This standard is ished separately from IEC 60749, because the technology of liquid crystal display
devices is completely differe m that of semiconductor devices in such matters as

— shape and size;

— used materials and structure/ .
— function;
measuring methods; 0

operation principles.

NOTE 2 - Devices include cells and modules. :

The object of this standard is to establis rm preferred test methods with preferred values
for stress levels for judging the environmenta Eoperties of liquid crystal display devices.
4

In case of contradiction between this standar @J a relevant specification, the latter shall
govern.

1.2 Normative references é

The following normative documents contain provisio h, through reference in this text,
constitute provisions of this part of IEC 61747. At the tim ublication, the editions indicated
were valid. All normative documents are subject to revisio parties to agreements based
on this part of IEC 61747 are encouraged to investigate th sibility of applying the most

recent editions of the normative documents indicated below. M ers of IEC and ISO maintain

registers of currently valid International Standards. /‘

IEC 60068-1:1988, Environmental testing — Part 1: General and guidanceO/

IEC 60068, Environmental testing

IEC 60068-2-1:1990, Environmental testing — Part 2: Tests — Test A: Cold 6
IEC 60068-2-2:1974, Environmental testing — Part 2: Tests — Test B: Dry heat @
IEC 60068-2-3:1969, Environmental testing — Part 2: Tests — Test Ca: Damp heat, st aﬁ@te

IEC 60068-2-5:1975, Environmental testing — Part 2: Tests — Test Sa: Simulated solar ra@i)n
at ground level
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CEI 60068-2-6:1995, Essais d’environnement — Partie 2: Essais — Essai Fc et guide: Vibrations
(sinysoidales)

60068-2-7:1983, Essais d’environnement — Partie 2: Essais — Essai Ga: Accélération constante
8-2-13:1983, Essais d’environnement — Partie 2: Essais — Essai M: Basse pression
CEI 60068 :1984, Essais d’environnement — Partie 2: Essais — Essai N: Variations de
températu

CEl 60068—2%9, Essais d’environnement — Partie 2: Essais — Essai T: Soudure

CEI 60068-2-21:1' ' Essais d’environnement — Partie 2: Essais — Essai U: Robustesse des
sorties et des disposftifs de fixation
CEI 60068-2-27:1987, is d’environnement — Partie 2: Essais — Essai Ea et guide: Chocs

CEI 60068-2-30:1980, Es@ environnement — Partie 2: Essais — Essai Db et guide: Essai
cyclique de chaleur humide le ge 12 + 12 heures)

CEI 60068-2-38:1974, Essais @rannement — Partie 2: Essais — Essai Z/AD: Essai cyclique
composite de température et d’htnidité

CEI 60068-2-45:1980, Essais d’er@nnement — Partie 2: Essais — Essai XA et guide:
Immersion dans les solvants de netto%

CEI 60747, Dispositifs a semiconduceursﬁ

CEI 60747-1:1983, Dispositifs a semiconduQZs — Dispositifs discrets — Partie 1: Généralités
Amendement 1 (1991) /‘
Amendement 2 (1993) ®

Amendement 3 (1996)

CEI 60747-5:1984, Dispositifs & semiconducteurs — le 5: Dispositifs optoélectroniques
Amendement 1 (1994)

Amendement 2 (1995)

CEIl 60748-1:1984, Dispositifs a semiconducteurs — Circuit érés — Partie 1: Généralités
CEI 60749:1996, Dispositifs a semiconducteurs — Essais mécal@es et climatiques

CEI 61747:1998, Dispositifs d'affichage a cristaux liquides et a semieOpducteurs

D

Pour les besoins de la présente norme, les définitions et symboles litté de la CEIl 60068,
de la CEI 60747, de la CElI 60748 et de la CEIl 61747-1 s’appliquent.

1.3 Termes, définitions et symboles littéraux

1.4 Conditions atmosphériques normales }

Les conditions atmosphériques spécifiees dans la CEI 60068-1 s’appliquent. @
1.4.1 Atmosphére normale de référence L{S‘
Température: 25 °C

Pression atmosphérique: 86 kPa a 106 kPa (860 mbar & 1 060 mbar)
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IEC 60068-2-6:1995, Environmental testing — Part 2: Tests — Test Fc: Vibration (sinusoidal)
II59Q068—2—7:1983, Environmental testing — Part 2: Tests — Test Ga: Acceleration, steady state
IE@68—2-13:1983, Environmental testing — Part 2: Tests — Test M: Low air pressure

IEC 60/ 2-14:1984, Environmental testing — Part 2: Tests — Test N: Change of temperature
IEC 60068@6: 1979, Environmental testing — Part 2: Tests — Test T: Soldering

IEC 60068—2—9@83, Environmental testing — Part 2: Tests — Test U: Robustness of
terminations and_ntegral mounting devices

IEC 60068-2-27:1 nvironmental testing — Part 2: Tests — Test Ea and guidance: Shock

IEC 60068-2-30:1980,
heat, cyclic (12 + 12-ho

ironmental testing — Part 2: Tests — Test Db and guidance: Damp

e)

IEC 60068-2-38:1974, Envi&gvepta/ testing — Part 2: Tests — Test Z/AD: Composite
temperature/humidity cyclic tesy

IEC 60068-2-45:1980, Environmental_testing — Part 2: Tests — Test XA and guidance:
Immersion in cleaning solvents

IEC 60747, Semiconductor devices

7

IEC 60747-1:1983, Semiconductor devices iscrete devices — Part 1 — General
Amendment 1 (1991) L

Amendment 2 (1993) ¢

Amendment 3 (1996) /®

IEC 60747-5:1984, Semiconductor devices — Part 5 toelctronic devices
Amendment 1 (1994)

Amendment 2 (1995) 0

IEC 60748-1:1984, Semiconductor devices — Integrated ci@s — Part 1: General

IEC 60749:1996, Semiconductor devices — Mechanical and cli test methods

IEC 61747:1998, Liquid crystal and solid-state display devices ;

1.3 Terms, definitions and letter symbols

For the purpose of this standard, the definitions and letter symbols of | 068, IEC 60747,
IEC 60748 and IEC 61747-1 apply. ;
1.4 Standard atmospheric conditions ‘ .

The atmospheric conditions specified in IEC 60068-1 apply. @

1.4.1 Standard reference atmosphere

Temperature: 25 °C 0

Air pressure: 86 kPa to 106 kPa (860 mbar to 1 060 mbar)





